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摘要
本文介绍了一种使用 ICP-OES 同时准确测定氧化钕和金属钕中稀土杂质元素的定量分析
方法。该方法样品前处理速度快、分析效率高；与 FACT（快速自动曲线拟合校正技术）
背景校正相结合，可提供准确、稳定的测定结果，能够满足氧化钕中稀土杂质元素的日
常分析要求。

使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定氧化钕
和金属钕中的稀土杂质元素
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前言
稀土被称为“工业维生素”，通过少量添加，即可优化材料性
能，是高端制造的基石，属于不可替代的战略资源。

氧化钕是制造高性能钕铁硼稀土永磁体的重要原材料之一。用于
制造钕铁硼磁体的氧化钕的纯度要求一般不低于 99.0%，在部分
高端应用中甚至要达到 99.99%。GB/T 5240-2015 规定用于制造
磁性材料、激光材料、电容器、玻璃和陶瓷添加剂的氧化钕的稀
土配分含量范围为 99.0%–99.995%[1]；GB/T 9967-2025 规定金属
钕的稀土配分纯度范围为 99.0%–99.9%[2]。

本研究利用电感耦合等离子发射光谱 (ICP-OES) 技术的高效率与
高准确度，并结合快速自动曲线拟合技术 (FACT)，成功开发出一
种准确测定钕基体中 15 种稀土杂质元素的定量分析方法。该方
法性能优异，完全能够满足日常高效、准确地测定杂质元素的分
析需求。

实验部分

试剂和样品
盐酸为电子级，购于安谱公司；所用实验用水为 Millipore Milli-Q 

超纯水系统现制备的高纯去离子水。

采用稀土多元素混合标准溶液进行分析，其中安捷伦多元素混标
溶液（部件号 8500-6944）含有 10 mg/L 的 Ce、Dy、Er、Eu、
Gd、Ho、La、Lu、Nd、Pr、Sc、Sm、Tb、Th、Tm、Y 和 Yb。
样品为市售产品。

仪器和设备
采用 Agilent 5800 ICP-OES 系统（部件号 G8018AA），配备如下
安捷伦模块：垂直双向观测系统、5 通道蠕动泵、双通道耐高基
体进样系统、专有中阶梯光栅分光系统和 VistaChip III CCD 检测
器（全波长读出时间小于 1 s）。ICP-OES 操作条件见表 1。

表 1. ICP-OES 仪器操作条件

参数 类型或设定值

观测模式 轴向观测

中心管内径 1.8 mm

雾化器 SeaSpray 雾化器

雾化室 双通道玻璃雾化室

射频功率 1200 W

等离子体气流量 12.0 L/min

辅助气流量 1.0 L/min

雾化气流量 0.70 L/min

泵管规格与尺寸 黑色-黑色，0.76 mm

泵速 12 rpm

读数时间 10 s

重复测定次数 3 次

进样提升延迟时间 25 s

读数稳定时间 15 s

校准标样和样品溶液制备
校准标样制备：分别移取 10 mg/L 安捷伦多元素混标溶液 0.00、
0.25、0.50、1.00、2.00 和 5.00 mL 于 50 mL 容量瓶中，用 5% 

HCl 溶液定容至 50 mL，得到目标元素浓度分别为 0.00、0.05、
0.10、0.20、0.50 和 1.00 mg/L 的系列混合校准标样。

样品溶液制备：准确称取 0.5 g（精确至 0.1 mg）样品于 50 mL 

容量瓶中，分别加入 5 mL HCl，低温加热至溶解完全，冷却后，
用高纯去离子水定容至 50 mL。然后用 5% HCl 稀释 10 倍，待上
机检测。

FACT 校正所需基体溶液制备：99.999% 高纯氧化钕基体溶液的
制备过程与样品溶液制备过程相似，定容后的氧化钕基体溶液浓
度为 1000 mg/L。采用此背景校正技术时，标准工作曲线溶液中
无需加入基体，配制过程简单方便，可实现高效分析。
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结果与讨论

校准曲线和检出限
采用校准曲线法对目标元素（包括  Ce、Dy、Er、Eu、Gd、
Ho、La、Lu、Pr、Sc、Sm、Tb、Tm、Y 和 Yb）进行定量。
将 1000 mg/L 氧化钕基体溶液进样至 Agilent 5800 ICP-OES 系
统，按照上述分析条件重复测定 11 次，并基于测定结果的 3 倍 

标准偏差和样品稀释倍数来确定方法检出限  ( M D L )。参考  

GB/T 18115.4-2021 中的推荐波长[3]，并结合本仪器的干扰消除效
果，选择目标元素的分析波长和背景校正方式。各元素校准工作
曲线浓度分别为 0.00、0.05、0.10、0.20、0.50 和 1.00 mg/L，
对应的校准曲线的相关系数 (R) 以及计算得到的对应 MDL 结果
列于表 2 中。从表中可以看出，所分析的 15 种目标元素的线性
相关系数均大于 0.99995，远高于日常分析 0.999 以上要求；各
元素方法检出限除 Ce 元素为 15.28 mg/kg 外，其余元素均小于 

6.66 mg/kg，完全满足 GB/T 18115.4-2021 标准中测定范围的要求。

表 2. 元素波长、背景校正方式、相关系数及方法检出限

元素 波长 (nm) 背景校正 方式 线性相关系数 (R) MDL (mg/kg)

Ce 385.432 FACT 0.99999 15.28

Dy 357.625 FACT 0.99999 0.28

Er 337.275 FACT 0.99997 1.67

Eu 272.778 FACT 0.99999 1.00

Gd 342.246 FACT 0.99997 0.88

Ho 341.644 FACT 0.99999 2.46

La 398.852 FACT 0.99998 2.65

Lu 261.541 FACT 0.99999 0.11

Pr 422.532 FACT 0.99997 6.03

Sc 361.383 FACT 0.99999 0.21

Sm 442.434 FACT 0.99999 6.66

Tb 350.914 FACT 0.99997 1.04

Tm 286.922 FACT 0.99999 2.37

Y 377.433 FACT 0.99999 0.48

Yb 289.138 FACT 0.99998 0.38

基体干扰消除
由于  Nd2O3 基体对待测元素谱线干扰强烈，因此本实验采用 

FACT 背景校正模式以消除 Nd 基体的谱峰干扰。图 1 展示了 

Nd2O3 样品和 Nd2O3 加标样品（Nd2O3 加标浓度为 200 µg/L）
的 Dy 357.625 nm 和 Tb 350.914 nm 谱图。从图中可以看出，经 

FACT 校正后，Dy 357.625 nm 和 Tb 350.914 nm 谱图基线平稳；
且加标样品中的目标元素谱峰呈现为规则的正态分布峰，表明基
体干扰谱线消除效果良好。

a

b

c

d

图 1. 采用 FACT 校正背景干扰后得到的 Nd2O3 样品和加标样品的谱图

a. Nd2O3 样品的 Dy 357.625 nm谱图；b. Nd2O3 加标样品（Nd2O3 加标浓度为 

200 µg/L）的 Dy 357.625 nm 谱图；c. Nd2O3 样品的 Tb 350.914 nm 谱图；d. Nd2O3 

加标样品（Nd2O3 加标浓度为 200 µg/L）的 Tb 350.914 nm 谱图（图中，蓝色谱峰
表示样品实际谱图；红色虚线谱峰表示 Nd 基体干扰峰；绿色谱峰表示经 FACT 校正
后的谱峰）



4

样品分析结果与加标回收率
利用上述 ICP-OES 方法，分别对氧化钕未知样品 A、B 和 C 以及
金属钕未知样品进行分析。所考察的 15 种稀土杂质元素的实测
浓度见表 3。同时，采用 ICP-MS/MS 对相同样品进行验证测试。
通过对比发现，各目标元素的 ICP-OES 测定结果与 ICP-MS/MS 

测定结果一致性良好（见表 3），表明本文所述的 ICP-OES 方法
具有良好的适用性。

表 3. 实际样品分析结果

元素

氧化钕样品 金属钕样品

ICP-OES 分析结果 ICP-MS/MS 验证结果
ICP-OES 
分析结果

ICP-MS/MS  
验证结果

样品 A 
(%)

样品 B 
(%)

样品 C 
(%)

样品 A 
(%)

样品 B 
(%)

样品 C 
(%)

金属钕 
(%)

金属钕  
(%)

Ce < MDL < MDL 0.03568 0.00036 0.00072 0.03691 < MDL 0.00041

Dy 0.00050 0.00018 0.00055 0.00050 0.00148 0.00060 < MDL 0.00042

Er 0.00019 0.00074 0.00025 0.00029 0.00078 0.00038 0.00029 0.00028

Eu 0.00608 0.00072 < MDL 0.00554 0.00053 0.00003 < MDL 0.00001

Gd 0.00623 0.00052 < MDL 0.00580 0.00067 0.00020 < MDL 0.00008

Ho < MDL 0.00089 < MDL 0.00004 0.00100 0.00013 < MDL 0.00003

La < MDL < MDL 0.01434 0.00040 0.00131 0.01562 < MDL 0.00061

Lu 0.00003 0.00079 0.00016 0.00003 0.00051 0.00012 < MDL 0.00001

Pr 0.00289 0.00827 0.03933 0.00237 0.00747 0.03788 0.00188 0.00203

Sc 0.00059 0.00053 0.00021 0.00067 0.00036 0.00015 < MDL 0.00001

Sm 0.00536 0.00049 0.02923 0.00448 0.00063 0.02956 < MDL 0.00003

Tb 0.00032 0.00199 0.00237 0.00030 0.00125 0.00320 0.00044 0.00036

Tm < MDL 0.00045 < MDL 0.00003 0.00042 0.00012 < MDL 0.00001

Y 0.00556 0.00076 0.00050 0.00568 0.00076 0.00042 0.00020 0.00017

Yb < MDL 0.00080 0.00023 0.00002 0.00051 0.00013 < MDL 0.00001

还采用 ICP-OES 方法进行了样品加标回收率测试，其中氧化钕样
品 A、B 和 C 中各目标元素的加标浓度均为 200 µg/L。所得加标
回收率结果列于表 4 中。从表中可以看出，三种氧化钕样品中各
目标元素的加标回收率均处于 91.02% – 101.67% 之间，表明该
方法具有良好的准确度。

表 4. 样品加标回收率

元素
氧化钕样品 金属钕样品  

(%)样品 A (%) 样品 B (%) 样品 C (%)

Ce 99.79 98.59 97.67 96.06

Dy 94.08 91.91 90.89 90.45

Er 96.52 93.10 91.30 91.02

Eu 99.84 97.70 96.16 95.85

Gd 98.43 96.44 96.55 95.53

Ho 96.07 96.95 95.59 95.05

La 99.30 95.80 96.73 96.28

Lu 95.74 93.38 92.48 91.78

Pr 101.67 95.62 92.56 96.00

Sc 94.10 91.30 92.16 91.18

Sm 101.63 98.87 92.84 96.39

Tb 99.54 95.91 95.17 94.51

Tm 98.36 93.59 94.04 92.12

Y 96.67 94.68 93.86 93.18

Yb 97.11 94.05 93.14 91.37

稳定性测试
无内标校正的条件下，采用上述 ICP-OES 方法连续进样分析杂质
元素加标浓度为 200 µg/L 的样品，以考察方法的稳定性。结果列
于表 5 中。从表中可以看出，在 4 h 稳定性测试中，各稀土杂质
元素的实测浓度 RSD 均处于 0.504% – 2.280% 的范围内；其中，
Ce、Pr 和 Sm 元素受到的谱线干扰相对较大，但是经 FACT 校正
后，测定结果仍表现出良好的稳定性。

表 5. 4 h 稳定性测试结果

元素 波长 (nm) 4 h 测定 RSD (%) 元素 波长 (nm) 4 h 测定 RSD (%)

Ce 385.432 2.280 Pr 422.532 1.748

Dy 357.625 0.574 Sc 361.383 0.607

Er 337.275 0.915 Sm 442.434 1.140

Eu 272.778 0.757 Tb 350.914 1.029

Gd 342.246 0.522 Tm 286.922 0.562

Ho 341.644 0.827 Y 377.433 0.549

La 398.852 0.667 Yb 289.138 0.504

Lu 261.541 0.742
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结论
本文介绍了一种采用安捷伦高性能 5800 ICP-OES 系统测定氧化
钕和金属钕中稀土杂质元素的定量分析方法。该方法具有良好的
基体耐受性以及出色的灵敏度和准确度；与 FACT 背景校正模式
结合使用，能够有效去除样品中基体的谱线和背景干扰；并且在 

4 h 稳定性测试中表现出良好的稳定性。该方法适用于准确测定
氧化钕和金属钕中的杂质元素，能够为稀土行业实现高效、准确
的元素定量分析提供助力。
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